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I. CEL CWICZENIA

Celem ¢wiczenia jest wyznaczenie wlasciwosci cewki metoda techniczng (realizowang za pomocg dwoch
multimetréw) oraz miernikiem RLC. Koncowym zadaniem jest porOwnanie wynikow uzyskanych za pomoca
obu metod.
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1. ZADANIA POMIAROWE

1.1. Za pomoca multimetru w funkcji pomiaru rezystancji dokona¢ pomiaru rezystancji badane;j
cewki w ukftadzie statopradowym. Obliczy¢ btad maksymalny dopuszczalny oraz
niepewno$¢ standardowg typu B.

1.2. Za pomoca metody technicznej wyznaczy¢ modut impedancji badanej cewki (Z), wartos¢
indukcyjnosci (Ls) oraz dobro¢ (Q). Parametry sygnalu testowego — fala sinusoidalna,
amplituda ok. 1V, czestotliwo$¢ z zakresu 100 Hz — 200 kHz.

1.3. Parametry (Z, Ls, Q) badanej cewki zmierzy¢ miernikiem RLC.

1.4. Poréwnac¢ otrzymane wyniki.

POMIAR NR 1

Pomiar rezystancji cewki Roc w ukladzie stalopradowym (multimetr elektroniczny):

Wskazanie omomierza cyfrowego: Rpc =
Blad maksymalny dopuszczalny: BMD =
a'RDC+b'RN 'RDC
BMD = lub BMD = +c-d
100% 100%
. BMD
Niepewno$¢ standardowa typu B: ug(Rpc) = W =
Koncowy wynik pomiaru: R=Rpct2 -ug(Rpec) =

Pomiary parametrow cewki w ukladzie zmiennopradowym (metoda techniczna)

Rys. 1. Schemat do pomiaru impedancji cewki metodg techniczng

Impedancj¢ cewki Z mierzono w uktadzie poprawnie mierzonego ......................... (rys. 1)
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Obliczenie wartosci impedancji Z mierzonej cewki:

U
7 = AC

IAC

Obliczenie wartosci indukcyjno$ci Ls mierzonej cewki:

1 ’
LS:Z-n'f' 2% = Roc”

Obliczenie wartosci dobroci mierzonej cewki Q:
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Pomiary parametrow cewki za pomoca miernika RLC

f Rpc Z Ls Q

[kHz] [€2] [€2] [H] [-]

0,1

0,12

1

10

100

200

Porownanie wyznaczonych parametrow

Na podstawie wynikow otrzymanych obiema metodami pomiarowymi sporzadzi¢ wykresy
impedancji i indukcyjnos$ci w funkcji czgstotliwosci (na koncu sprawozdania).
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POMIAR NR 2

Pomiar rezystancji cewki Roc w ukladzie stalopradowym (multimetr elektroniczny):

Wskazanie omomierza cyfrowego: Rpc =
Blad maksymalny dopuszczalny: BMD =
a'RDc‘l‘b'RN a'RDC
BMD = lub BMD = +c-d
100% 100%
. BMD
Niepewno$¢ standardowa typu B: ug(Rpc) = W =
Koncowy wynik pomiaru: R=Rpct2 -ug(Rpc) =

Pomiary parametrow cewki w ukladzie zmiennopradowym (metoda techniczna)
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Rys. 1. Schemat do pomiaru impedancji cewki metodg techniczng

Impedancj¢ cewki Z mierzono w uktadzie poprawnie mierzonego ......................... (rys. 1)
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Obliczenie warto$ci impedancji Z mierzonej cewki:

U
7 = AC

IAC

Obliczenie wartosci indukcyjnos$ci Ls mierzonej cewki:

1 5 2
LS:Z-n-f' Z* = Rpc
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Obliczenie warto$ci dobroci mierzonej cewki Q:
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Pomiary parametrow cewki za pomoca miernika RLC
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Porownanie wyznaczonych parametrow

Na podstawie wynikdéw otrzymanych obiema metodami pomiarowymi sporzadzi¢ wykresy
impedancji i indukcyjnos$ci w funkcji czgstotliwosci (na koncu sprawozdania).
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III.  WNIOSKI

IV.  PYTANIA KONTROLNE

Narysowac¢ schemat do pomiaru impedancji metoda techniczng.
. W jaki sposob wybiera si¢ rodzaj metody technicznej pomiaru rezystancji zapewniajacy
najmniejszy blad systematyczny?
3. Co wplywa na warto$¢ niepewnosci standardowej ztozonej pomiaru indukcyjnosci metoda
posrednia?
4. Narysowac schemat i omowi¢ pomiar indukcyjnosci mostkiem Maxwella-Wiena.
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